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AMETEK SI

ZView

Programvara - analys

Analys och ekvivalentkretsanpassning av EIS-data.

Huvudfunktion

Analys och
ekvivalentkretsanpassning av
EIS-data [1]

Specifikationer
Huvudfunktion
Modeller
Datakontroll
Batchanalys
Databearbetning
Verifierade datakallor

Licensnyckel

Kallor

[1] ZView Software
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Modeller Datakontroll
Inbyggda och Kramers-Kronig-test [1]
anvandardefinierade
ekvivalentkretsar [1]
Analys och ekvivalentkretsanpassning av EIS-data
Inbyggda och anvandardefinierade ekvivalentkretsar
Kramers-Kronig-test
Batchbearbetning av flera datafiler
Areanormalisering samt addition/subtraktion av komponenter
VersaStudio, SMaRT, CellTest och ModulLab CSV
Hardvarudongel

AMETEK Scientific Instruments - product-page - product page - kontrollerad 2026-10-16
https://www.ameteksi.com/products/software/zview-software-en

Varje varde ar hamtat fran tillverkarens eget dokument; siffran efter vardet hanvisar till kallistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad infor

bestallning.
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Uppgifterna kommer fran tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan &ndra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekraftas

i offert.
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